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 ขนาดของลําอิเล็กตรอน ฟงกชันบีตาตรอน และคาความเปลงรังสี เปนพารามิเตอรที่สําคัญ
สําหรับแหลงกําเนิดแสงซินโครตรอน  แหลงกําเนิดแสงที่ดีจําเปนตองปรับการทํางานใหคาความ
เปลงรังสีของลําอนุภาคนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยคาดังกลาวจะสามารถคํานวณไดจาก
ความสัมพันธระหวางฟงกชันบีตาตรอน และขนาดของลําอิเล็กตรอน ในงานศึกษาวิจัยนี้ไดทําการ
พัฒนาระบบวัดขนาดของลําอิเล็กตรอน ที่เรียกวา ระบบสรางภาพรังสีเอกซดวยรูเข็ม(XPI) เพื่อใช
งานกับเครื่องกําเนิดแสงสยาม (SPS) ในการออกแบบไดใชหลักการทํางานของอุปกรณแบบเดยีวกนั
กับหลักการทํางานของกลองถายภาพแบบรูเข็มเพียงแตใชรังสีเอกซแทนที่แสงปกติเพื่อหลีกเลี่ยง
ขีดจํากัดการเลี้ยวเบนของแสง ซ่ึงสวนประกอบหลักของระบบโดยสวนมากไดถูกสรางขึ้นเอง
ภายในศูนยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ ภายหลังจากการติดตั้งระบบ XPI 
ไดถูกทดสอบการทํางานไดอยางประสบความสําเร็จ สามารถสรางภาพลําอิเล็กตรอนของ SPS ได
บนฉากเรืองแสงฟลูออเรสเซนซ ซ่ึงขนาดของลําอิเล็กตรอนสามารถหาไดจากการวิเคราะหภาพ 
โดยลําอิเล็กตรอนของ SPS ที่พลังงาน 1.2 GeV ซ่ึงมีขนาดในแนวนอนวัดได 403 µm และขนาดใน
แนวตั้งวัดได 128 µm ณ แมเหล็กเลี้ยวเบนตัวที่ 2 และไดทําการประมาณคาความเปลงรังสีของลํา
อิเล็กตรอนจากขอมูลการวัดไดมีคาเทากับ 83 nm rad ซ่ึงเปนคาที่มากกวาคาที่ไดจากแบบจําลองเชิง
ทฤษฎีคือ 63 nm rad         
 
 
 
 
 
สาขาวิชาฟสิกส                           ลายมือช่ือนักศึกษา ____________________________ 
ปการศึกษา 2550                            ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา_______________________ 
 NOPPADON  DEETHAE : ELECTRON BEAM PROFILE 
 MEASUREMENT OF THE SIAM PHOTON SOURCE. THESIS ADVISOR 
 : SAROJ  RUJIRAWAT, Ph.D. 76 PP. 
 
(BEAM DIAGNOSTICS/SYNCHROTRON RADIATION/X-RAY IMAGING) 
 
 Beam sizes, betatron functions and beam emittance are important parameters 
for synchrotron light sources. For a good light source, the beam emittance must be 
kept as low as possible. To obtain the beam emittance, the beam sizes and betatron 
functions must be known. In this thesis, an electron beam size measurement system 
called x-ray pinhole imaging (XPI) has been developed for the Siam Photon Source 
(SPS). The design was based on the working principle of a pinhole camera. The x-ray 
was used instead of visible light to avoid the diffraction limit. Most of the beamline 
main components were built in-house at the National Synchrotron Research Center. 
The XPI system was commissioned successfully. The synchrotron radiation x-ray 
image of electron beam was created on the fluorescence screen. From image analysis, 
the electron beam size was obtained. The measured horizontal natural beam size at the 
second bending magnet was 403 µm, and the measured vertical beam size was 128 µm 
for the 1.2 GeV SPS storage ring. The horizontal beam emittance was determined to 
be 83 nm rad which was higher than the theoretical value of 63 nm rad.    
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